Minimalni technicka specifikace pro vybérové fizeni AV CR UCHP: Vysoce automatizovany a
plné integrovany systém pro pfipravu vzorkd, inertni pfenos a vlozeni a analyzu pomoci
rastrovaciho elektronového mikroskopu pro automatizovanou aplikovanou mineralogii a
materialové védy.

Technicka specifikace - Plné integrovana platforma SEM pro automatizovanou mineralogii
zalozena na elektronové optice a ovladani svazku FEG s ultra vysokym rozliSenim (UHR)
TESCAN CLARA GMH with TIMA Automated Mineralogy (UHR FEG SEM)
Elektronovy zdroj, optika & kontrola svazku
e Zdroj elektronii: Schottkyho autoemisni tryska s o¢ekavanou Zivotnosti =2 roky ANO
e Rozsah urychlovaciho napéti alespon : 50 eV az 30 keV ANO, 50eV — 30 keV
¢ Rozsah proudu svazku alespon: 2 pA az 400 nA ANO, 2 pA—400 nA
¢ Rozliseni elektronového svazku alespon: 1,3 nm pfi 1 keV a 0,9 nm pfi 15 keV
ANO, 1.3 nm @ 1 keV, 0.9 nm @ 15 keV
e Ovladani svazku: Plné automatizované nastaveni pro optimalni zobrazovaci podminky ANO

e Zobrazovaci schopnosti: Zobrazeni s ultra vysokym rozliSenim pfi nizkych energiich
svazku; idealni pro vzorky citlivé na expozici svazkem a nevodivé vzorky

ANO, BrightBeam™ in-column potential tube
Komora na vzorky a stolek
e Vnitfni rozméry: minimalné 340 x 315 mm ANO, 340 mm x 315 mm

e Porty: minimalné 20+ konfigurovatelnych portd pro integraci detektord BSE, CL, ANO, 20+ porti
prstencového EDS detektoru, WDS a minimalné 2 plné integrovanych EDS detektor(

e Systém odpruzeni: Plng integrovany aktivni antivibracni systém  ANO, active suspension
o Typ stolku: Pln& motorizovany goniometricky stolek ANO, motorized, 5-axis goniometric stage
e Pohyby stolku:
o MinX:x130mm  ANO, 130 mm
o MinY:+130mm ANO, 130 mm
o MinZ:100 mm ANO, 100 mm
o Minnéklon: -70°az+90° ANO, -70° to +90° 1%%(?9 full XYZRT moves)

o Maximalni hmotnost vzorku 1000 g s plnymi moznostmi pohybu v osach XYZT

Detektory

s ANO, E -Filt Multidetector (MD
e Dva detektory v tubusu SEM s moznosti energeticke filtrace Axigl dert]gé?gr (A:};?)d ultidetector (MD)

¢ Detektor sekundarnich elektront (SE): Motorizovany, zasouvatelny, scintilacniho typu

ANO, SE, Everhard-Thornley
o Detektory zpétné odrazenych elektront (BSE):



o BSE detektor navrzeny pro minimalizaci zpétné luminiscence (tj. s eliminaci
interference luminiscence) ANO, Al-coated BSE detector (motorized)

o LE-BSE optimalizovany pro nizké energie ANO, LE-BSE detector (motorized)

¢ Katodoluminiscenéni (CL) detektor: Motorizovany, panchromaticky, s minimalnim
rozsahem 185-850 nm ANO, Compact CL (185-850nm) (retractable)

¢ Energiové disperzni rentgenova spektroskopie (EDS):

o Miniméalné 2 EDS detektory (kazdy s plochou miniméalné 30 mm?, rozliseni 129 eV
na Mn Ka) s plnou zarukou proti poSkozeni radiaci pfi standardnim 24/7 A-SEM
pouziti po dobu minimalneé 2 let. ANO, 2x Essence EDS, 30mm2, 129 eV

o Integrované DPP moduly = ANO

Software a analytické schopnosti
e Softwarovy balik pro automatizovanou mineralogii:

o Online sbér dat: Vyzaduje automatickou kalibraci, navigaci na vzorku, moZnost
vicebodové kalibrace BSE s minimalné 5 body pro pfesnou standardizaci a
sledovani BSE s automatizaci rekalibrace pro sledovani a automatickou korekci
béhem dlouhych méfeni. Dale je vyZzadovana moznost sdileni definic minerald
mezi vice pfistroji. ANO

o MéFici moédy: VyZzaduje dedikované méfici médy umoznujici analyzu mineralnich
¢astic (PMA), vyhledavani specifickych minerald (SMS) s pfeddefinovanymi
rozsahy BSE cilovych fazi a pravidly pro jejich velikost a sloZeni, aby bylo mozné
je zahrnout nebo vyloucit béhem méfeni a optimalizovat tak dobu méfeni.
Radkové skeny (,line scan®) pro rychlou modalni analyzu s EDS daty sbiranymi
na prifezech ¢astic a souc¢asné sbiranymi kompletnimi BSE daty na celych
gasticich. ANO

o Offline zpracovani: MozZnosti filtrovani dat, pfizplsobitelné klasifikace
minerald, spravy spekter a kvantifikace prvk( (vestavéna jednorazova/davkova
kvantifikace EDS spekter a jejich automatizovany davkovy export do formatu
».msa“ pro zpracovaniv jiném vlastnim softwaru). Uzivatelsky upravitelna
integrovana automaticka analyza EDS vSech méfenych zrn danych kritérii a
uloZeni vysledkl jako parametr(i téchto zrn v ,,datacube®. ANO

o Struktura projektu pro uloZena data: Schopnost vytvaret strukturu projektd a
méreni minimalné na drovni projektu, produktu, frakce, replikatu, méfeni a
datové sady. Projekty s minimalné 100 méfenimi (minimum 30mm nabrus pfi
5um ,,pixel spacing®) musi byt zpracovatelné v realném ¢ase. Schopnost
importu struktury projektu a dalSich metadat ve formatu .csv nebo podobném
(napf. nezavislé chemické analyzy a hmotnosti frakci do projektu). ANO

o Offline integrované reportovani dat: Schopnost vytvaret vSechny standardni
reporty pro automatizovanou mineralogii, v€etné: modalni mineralogie, vlastnich
reportl o liberaci a asociaci zaloZzenych na uzivatelskych kategoriich,
odsouhlaseni chemickych analyz (,,Assay reconciliation®), obecného


michal.klasterecky
Zvýraznění


tabulkového reportu nebo jeho ekvivalentu, ternarnich grafd, skladanych
sloupcovych grafll, mfizek obrazki (,,Image grid“) vytvorenych na zakladé
uzivatelskych kategorii, zobrazeni vedle sebe (minimalné 4 souCasné pohledy)
¢astic nebo zrn z vice vybranych méfeni, sefazenych podle vybranych
vlastnich/uzivatelskych vlastnosti a jejich kombinaci (BSE, velikost, hustota,
plocha nebo hmotnostni % faze, povrchova plocha, obsah prvku na zakladé
pfifazené identity faze, obsah prvku na zakladé skutecnych spekter ziskanych
béhem meéreni). Musi byt poskytnuty moznosti tvorby uzivatelskych kategorii pro
Castice i zrna (,,skriptovaci jazyk”). ANO

o Offline integrované predzpracovani dat: Schopnost filtrovat jakdkoli zrna
a/nebo Castice na zakladeé rliznych vlastnosti, minimalné véetné (obsah prvku
v zrnu — teoretické i realné z EDS dat), mineralniho slozeni (obsah mineralu v
Castici), textury (asociace, liberace), morfologie a jejich kombinaci definovanych
pomoci matematickych vyrazUl. Integrovana re-klasifikace dat a pouziti vice
klasifikacnich schémat/SIP v jedné datové sadé. Schopnost automaticky oddélit
dotykajici se ¢astice a také manualné oznacit ¢astici jako Spatnou
(vyloucit/smazat) z dat. Schopnost spojovat data/Castice napfic vice zornymi
poli SEM = field&particle stitching®. ANO

o Export databaze: Schopnost exportovat data v univerzalné pfistupném formatu
SQLite nebo ekvivalentnim, coZz umoznuje dal§i zpracovani dat (Castici po Castici
nebo dokonce zrno po zrnu) pomoci nezavislého softwaru tfetich stran. ANO

o Dalsi PC: Minimalné 2 dalSi zalozni PC pro zalohu online systému a potencialni
offline zpracovani dat s pozadovanou specifikaci (Minimalné: Intel Core Ultra 7
nebo srovnatelné, 256GB DDR, PCI5 SSD 4TB pro systém, min 2x20GB RAID1
pro data) ANO

o Offline softwarové licence: Minimalné 5 trvalych licenci pro zpracovani dat s
plnymi funkcemi (minimalné pro vySe uvedené a ostatni bézné A-SEM funkce),
véetné bezplatnych upgradd a aktualizaci po celou dobu pouzivani SEM. ANO

o Skoleni a podpora: Minimalné 5 dni osobniho §koleni uZivatel(l a aplikaci a
bezplatna vzdalena podpora. ANO

o Aktualizace softwaru: Bezplatny upgrade a aktualizace softwaru pro ovladani
A-SEM a moduld pro automatizovanou mineralogii po celou dobu pouzivani SEM
tedy neomezena a trvala licence. ANO

o Ovladacirozhrani SEM: Softwarova platforma s moduldrnimi rozSifenimi a
plnou moznosti pfizplsobeni. ANO

o Moznost zobrazeni v§echny detektor(l v komore (véetné detektor( tfetich stran)
prostoroveé a v readlném c¢ase a s umoznénim zadani rozmérd pfitomného drzaku
a vzorku jako prevence kolizim s jakymikoli detektory prostfednictvim aktivnich
varovani a blokovani pohyb(l v komore mikroskopu pro ochranu vybaveni.
ANO, 3D Collision model

Prislusenstvi a drzaky vzorka

¢ Infracervena TV kamera: Integrovana pro sledovani komory ANO, IR camera)



e Manualni ovladaci panel SEM: Soucasti dodavky ANO, Control panel
e pA metr: Integrované méreni proudu svazku ANO, pA meter

o Dotykovy alarm: Bezpe&nostni systém zastavi pohyb pfi kontaktu ~ ANO, touch alarm

Drzaky vzorka:
o Miniméalné pro 15 epoxidovych blogk{l (@30 mm) pro méreni velkych sérii  ANO
o Minimalné pro 15 epoxidovych bloc¢kl (@25 mm) pro méfeni velkych sérii  ANO, 22 pozic

o Minimalné pro 9 geologickych vybrust a nabrust (47x27x1-10 mm) pro méfeni
velkych sérii ANO

o Drzak pro standardni SEM terCiky a kompatibilni s inertnim pfenosem ANO

Vakuovy systém
o Typ vyvévy: Bezolejova turbomolekularni vyvéva s magnetickymi lozisky ANO

¢ Tlumici box: Soucasti dodavky pro snizeni hluku spiralové vyvévy ANO, silencer box

Technicka specifikace - Glovebox systém PURE Smart T2 SF - AIRLOCK ON THE RIGHT SIDE

e Konfigurace: Dvourukavicovy box s velkou pfechodovou komorou na pravé strané (2400
mm) pro bezpeény prenos vzorkl; vybaven poZzadovanymi priichodkami a napajeci
prachodkou 230V-16A. ANO, Velka ptechodové komora (primér 400 mm)

o Materialy a bezpecnost: Pfedni panel z 10 mm silného polykarbonatu se safirovym
povlakem nebo ekvivalent; certifikace CE: musi zahrnovat tlumic¢ pro vakuovou vyvévu a

filtry HEPA H13 (mlnlmélné 5 m3/h a50 m3/h) ANO, Pfedni prithledny panel PC pokryty safirem tloustka, 10mm, CE certifikace
ANO, HEPA (THE) 5M3/H FILTER H13, HEPA OPEN FILTER (THE) - 50 m3/h - H13

¢ Kontrola atmosféry: Automaticka regulace tlaku a regeneracni proces; integrovana

sada pro analyzu O, a H,0O; kompatibilni se suchou vakuovou vyvévou (min. 10 m®/h).
ANO, 202 AND H20 ANALYSER KIT

o Uzivatelskeé rozhrani: Dotykovy ovladaci panel pro obsluhu a monitorovani systému;

zahrnuje butylové rukavice (8220 mm) pro bezpe¢nou manipulaci.
ANO, Ovladaci dotykovy displeje Par butylovych rukavic (primér 220 mm)
e Prislusenstvi: Zahrnuje regulator plynu Ar 5.0, dualni pfirubovy adaptér NW40 u

pfechodové komory a volitelnou integraci s odpovidajicim systémem inertniho pfenosu
pro SEM/FIB a pracovni postupy automatizované mineralogie.
ANO, 7 otvorti pro prichodky NW40, Reduk¢ni ventil pro Ar 5,0

Technicka specifikace - Systém pro pfenos za atmosférickych podminek

¢ Schopnost pfenosu: Umoznuje pfenos vzork( za atmosférické teploty ve vakuu nebo v
inertni atmosfére pro SEM, FIB-SEM, beamline a dalsi vakuové platformy. ANO

¢ Komponenty systému:

o Systém pfechodové komory QuickLok nebo ekvivalentni
ANO, QUICKLOK AIRLOCK ASSEMBLY PP3004, QUORUM



o Vakuovy systém Pfeiffer HiCube se sadou fitink(l nebo ekvivalentni
ANO, PFEIFFER HICUBE AND FITTINGS ASSEMBLY KIT
o Rotacnivyvéva ANO, ROTARY PUMP DUO 6
o Rozhrani pro glovebox pro integraci s dodanymi pracovnimi postupy v gloveboxu
ANO, COOLOK GLOVE BOX INTERFACE ASSEMBLY
o Prislusenstvi pro manipulaci se vzorky:
o Standardnivelky port pro A-SEM ANO
o Kompatibilni drzak planzet ANO
o Dalsinezbytné drzaky pro dodany systém ANO
¢ Kompatibilita:

o Navrzeno pro systémy SEM, a FIB-SEM s vysokym vakuem a plné kompatibilni s
dodanym integrovanym feSenim pro automatizovanou mineralogii. ANO

o Zahrnuje specifické kompatibilni drzaky a adaptéry pro dodané integrované
feSeni pro automatizovanou mineralogii. ANO

Technicka specifikace — Prstencovy ¢tyrkanalovy kiemikovy driftovy detektor (“Annular
four-channel silicon drift detector®)

¢ Konstrukce detektoru:

o Prstencovy 4 kanalovy kfemikovy driftovy detektor (SDD) ANO
o Aktivni plocha: miniméalné 4 x 15 mm? (celkem 60 mm?) ANO
o Energetické rozliSeni minimalné: 129 eV (Mn-Ka pfi 100 000 cps) ANO

o PoZadovana vystupni ¢etnost pulsi (,,output count rate“): > 3 000 000 cps ANO, 3200000
o Prostorovy uhel minimalné: az 1,2 sr pfi pracovni vzdalenosti 3 mm ANO

o Provedeni bez nutnosti chlazeni LN,, chlazené Peltierovym ¢lankem, bez vibraci,
bezudrzbové, s vyménitelnym Cipem detektoru ANO

o Vkladany pfimo vodorovné mezi vzorek a tubus pro optimalizaci vystupni ¢etnost
pulsl i pfi variabilni vzdalenosti od vzorku. ANO

e Spektralni schopnosti:

o Detekéni rozsah: Bor (Z=5) az Kalifornium (Z=98) ANO

o Meénic okének s volitelnymi tloustkami (1 um, 3 um, 7 um) pro optimalizovanou
excitacni energii a citlivost na lehké prvky ANO

o Prvkové mapovéni a kvantifikace prvkl v redlném case ANO

e Softwarovy balik:

o Sbér aanalyza spekter s plnou podporou kvantifikace ANO



o Schopnosti zobrazovani, mapovani a analyzy UtvarQ/¢éastic (Imaging & Mapping &
Feature analysis capabilities) ANO

o Sprava systému ANO

o Bezplatny upgrade a aktualizace vSech softwarovych modulll po celou dobu ANO
pouzivani systému tedy neomezena a trvala licence. (minimalné dalsi tfi hlavni
verze ,Three major releases”)

Zpracovani signalu a hardware:

o Integrovany vicekanalovy analyzator pro nizkou mrtvou dobu (,,low dead time®)
o Motorizovany pfesny posuvnik pro polohovani detektoru s koncovymi spinaci
o Adaptovany prst detektoru pro vzorky o priméru az 94 mm
Hlavni aplikace:
o Ultra rychlé EDS mapovani s vysokym rozliSenim pfi nizkych proudech a ANO
napétich svazku
o Idealni pro vzorky citlivé na svazek, nevodivé a topografické vzorky ANO
o Kompatibilni s pracovnimi postupy SEM, FIB-SEM a STEM-in-SEM ANO

o Umoznuje kvantifikaci lehkych a dalSich prvkd a komplexnich materiall s ANO
minimalni pfipravou vzorku

Technicka specifikace - WDS systém

Typ spektrometru:

o WDS spektrometr s paralelnim svazkem optimalizovany pro detekci ANO
nizkoenergetického rentgenového zareni

o Optika s paralelnim svazkem a te€nym dopadem pro vysokou propustnost a
nizkou divergenci svazku ANO

o Energeticky rozsah minimalné: 80 eV az 3 500 eV ANO

Konfigurace krystalti:

o Sestipolohovy revolver s péti standardnimi difrakénimi krystaly: ANO
= Vicevrstvé analyzatory (2d = 200 A, 80A, 60 A) ANO
= Krystaly TAP a PET ANO

o Navyzadani musi byt k dispozici krystaly pro specialni ucely ANO

ANO

o Rozsah Braggova Uhlu minimalné: 12° az 70°
Optickeé sefizeni a mechanika:

o Plné motorizovany 3osy pfesny polohovaci stolek optiky (osy H, V, L) ANO

ANO

ANO

ANO



o Rozsah sefizeni: H/V £1 mm, L £2 mm ANO

o Automatické sefizeni optiky s rezimy ,,rychlé” a ,,pfesné“ ANO

o Moznost zasunuti optiky pro bezpecnost vzorku ANO
¢ Detektorovy systém:

o Tlakoveé fizeny pritokovy proporcionalni ¢ita¢ (FPC) s ultra tenkym polymerovym
rentgenovym okénkem (Pressure-controlled flow proportional counter (FPC)

with ultra-thin polymer X-ray window) ANO
o Integrovany systém fizeni plynu FPC ANO
. ) B ANO
o Rozliseni: £4,6 eV FWHM pro Si-Ka pfi 2 keps
o VyZaduje plyn P10 (90 % Ar/ 10 % CH,); regulator tlaku je soucasti dodavky ANO

o Sesystémem je dodavan referencni standardni blok mineralli EMPA (Minerals 52 ANO
Reference Standard nebo ekvivalentni)

e Softwarova integrace:
o Plné integrovano s platformou pro kvantifikacni software ANO

o Funkce musizahrnovat:

» Automaticky vybér krystalu a optimalizace parametrd FPC ANO
= Skeny v plném rozsahu a skeny pik({, analyza piku/pozadi ANO
» Standardni a sdruzena kvantifikace EDS/WDS (kompatibilni s

prstencovym detektorem, schopnost bezobsluznych dlouhych béh) ANO
= Rezimy mapovani: mapovani svazkem, mapovani stolkem, dil¢i mapa ANO
= Korekce driftu a zarovnani spektralnich dat ANO

» Sprava projektd, reportovani a schopnost vzdaleného pfenosu dat pro
zpracovani dat spole¢né s prstencovym ¢tyrkanalovym kfemikovym
driftovym detektorem

ANO

» Bezplatny upgrade a aktualizace vSech softwarovych modulll po celou ANO
dobu pouzivani systému tedy neomezena a trvala licence (minimalné
dalsi tfi hlavni verze ,,Three major releases”)

¢ Hardware a konektivita:

o Volitelny vakuovy Soupéatkovy ventil pro izolaci komory SEM ANO

Technicka specifikace - Plné automaticky systém pro brouseni a lesténi s integrovanym

méni¢em disktl, davkovaci jednotkou, integrovanou ¢istici stanici a sedimentaéni nadrzi.
ANO, Qpol 250 BOT 200 - 240V 50/60Hz
e Plné automatizovana pfiprava vzorku: Integrovany systém zahrnujici brousici/lestici

ANO
stanici s automatickou hlavou, davkovaci jednotku, dualni istici stanice (véetné



ultrazvukové), sedimentac¢ni nadrz a automaticky ménic diskll — umoznujici kompletni
pfipravu vzorkd bez zdsahu operatora.

Programovatelny provoz s bezpecnostnimi prvky: VSechny kroky pfipravy (brousent,

ANO
lesténi, ¢isténi, davkovani, vymeéna disk() jsou plné programovatelné pfes intuitivni
dotykoveé rozhrani. Systém musi obsahovat bezpecnostni svételnou zavoru a
polouzavieny pracovni prostor nebo podobné feSeni, aby spliioval pfisné bezpecCnostni
normy.
Manipulace s disky a fixace: Vybaveno zdsobnikem na minimalné 12 diskl pro ANO

automatickou vymenu brousicich a leSticich médii, s fixacnim systémem. Podporuje
pracovni disky o prdméru minimalné 250 mm.

Pokrocily davkovaci systém: Integrovana davkovaci jednotka s minimalné Sesti 500 ml.  ANO
lahvemi (4x diamantové suspenze, 1x lubrikant, 1x finalni leStici suspenze), s michanim

nebo jinym zplsobem zamezujicim usazovéani a se sledovanim hladiny pro optimalni
distribuci a stabilitu suspenze.

Pocatecni sada spotiebniho materialu: Zahrnut spotfebni material pro standardni ANO
pfipravu vzorkd pro automatizovanou mineralogii, véetné relevantnich talif(,
diamantovych suspenzi a lubrikantu, na dobu minimalné 6 mésicd provozu.

Drzak nabrusu ANO

Mechanické a vykonnostni parametry:

o Otacky disku minimalné: 50-500 ot/min (variabilni) ANO, 50 - 600 ot/min
o Otacky hlavy minimalné: 40-140 ot/min (variabilni) ANO, 30 - 150 ot/min
o Alespon centralni pfitlak: 50-300 N ANO, 20-400 N

o Hnacivykon disku/pracovniho kola minimalné: 0,5 kW ANO, 1,1 kW (S3)/0,75 kW (S1)

o Presnost méreni iubéru materialu: £0,1 mm nebo lepsi ANO, pfesnost 0,1 mm

Technicka specifikace - Kombinovana naprasovacka a naparovacka uhliku

ANO, QUORUM Q300T ES Plus Combined sputter coater & carbon evaporator
Vakuovy systém: Systém s turbomolekularni vyvévou schopny dosahnout vakua az 5 x
10~° mbar, vhodny pro pfipravu vzork( pro SEM a TEM s vysokym rozlienim. ANO

Moznosti pokovovani: Podporuje naprasovani oxidujicich i neoxidujicich kovt (napf. Cr,
Ir, W, Al, Ti, Au, Pt) a naparovani uhlikovych tyCinek; volitelny upgrade pro napafrovani
uhlikovych vldken. Uhlik, Cr a Pt musi byt sou&ésti doddvky. ANO

Kapacita vzorki: Musi pojmout vzorky o priiméru az 150 mm; zahrnuje velkou ANO
borosilikatovou sklenénou komoru o priiméru 300 mm s PET ochranou proti implozi.

Uzivatelské rozhrani a ovladani: Plné grafické dotykové rozhrani s kvalitnim displejem;
podporuje vice uzivatelskych profilll, ukladani receptur (>100 receptur) a USB port pro
upgrady a stahovani protokold. ANO



e Stolek navzorky a tercik: Nastavitelny rotacni stolek pro 4” nebo 6” wafery; rychlost
rotace variabilni od 14 do 38 ot/min; standardni chromovy napraSovaci teréik o priméru
57 mm (tloustka 0,5 mm). ANO



Max. weight

Nabidka Géastnika

c:.l::;:os::kl:::‘;?;/ Description EN / Popis AJ Description CZ / Popis €J (p:ls;l{al\:lvax. Scone! M:::::i:’x Bocovedt Stering M::::L:Zé Bocovedt pro jednotlivy
parametr
bodech)
1 bod za kazdy rok nad 2 (max. 5
1|Extra years of warranty Dal3i roky zaruky 5|1 pt per year above 2, up to 5 pts  |bod(i) 2
1 bod za kazdou licenci nad 5 (max.
2|Extra perpetual software licenses (above 5) Dal3i trvalé softwarové licence (nad 5) 5|1 pt per license above 5, up to 5 pts |5 bod) 0
<0.05%/hr = 6 pts, <0.1%/hr = 4 pts,[<0,05 %/h =6 b., <0,1 %/h=4b.,
<0.5%/hr =2 pts <0,5%/h=2b.
3|Probe current stability (lower is better) Stabilita proudu svazku (niz3i je lepsi) 6|(up to 6 pts) (max. 6 bodi) 0.20%
<lnm=6pts,<1.5nm=4pts, <2 [<1nm=6b.,<1,5nm=4b., <2 nm
nm =2 pts =2b.
4|SE image resolution at 15 kV (lower is better) [Rozliseni SE obrazu pfi 15 kV (niz3i je lepsi) 6|(up to 6 pts) (max. 6 bod) 0,9 nm pfi 15 kV
22500 mm =5 b., 22000 mm =3 b.,
Maximalni velikost zorného pole pro 22500 mm =5 pts, 22000 mm =3 [>1500 mm = 1 b. (velikost zorného
Max field size for automated runs (larger is automatizovana mé¥eni (vétsi je lepsi) pts, 21500 mm = 1 pt (field size) pole)
5|better) 5|(up to 5 pts) (max. 5 bod) below 1500um
3 (TE00038-00§2
Specimen Holder
max 32, HM-114-
0082Bulk or Flat
Specimen Holder up
to 17mm, GM-163-
1 pt per holder above minimum, up |1 bod za kazdy drzak nad minimum 00§2Pin Stub
6|Additional holders above minimum Dal3i drzaky nad poZzadované minimum 4|to 4 pts (max. 4 body) Extender)
Poradi mezi platnymi nabidkami: 1.
Ranked among valid bids: 1st place |misto=6b., 2. misto=4b., 3.
=6 pts, 2nd = 4 pts, 3rd = 2 pts (All |misto = 2 b. (V3echny ostatni
Delivery time from the buyer's request (the other bids: 0 points) nabidky: 0 bod)
7|lower is better) Doba dodani od vyzvy kupuijiciho (krat3i je lepsi) 6|(up to 6 pts) (max. 6 bodi) 4
Poradi mezi platnymi nabidkami: 1.
Ranked among valid bids: 1st place [misto=5b., 2. misto=3b., 3.
=5 pts, 2nd = 3 pts, 3rd = 1 pt (All  |misto = 1 b. (VSechny ostatni
EDS spectral resolution on Mn Ka (lower is other bids: 0 points) nabidky: 0 bod)
8|better) Spektralni rozliSeni EDS na Mn Ka (niZsi je lep3i) 5|(up to 5 pts) (max. 5 bodi) 129 eV
Poradi mezi platnymi nabidkami: 1.
Ranked among valid bids: 1st place |misto=5b., 2. misto=3b., 3.
Maximalni vystupni Eetnost pulst EDS pfi Pt, 25 kV =5 pts, 2nd = 3 pts, 3rd = 1 pt (All  |misto = 1 b. (V3echny ostatni
Max EDS output count rate @ Pt, 25kV (higher |pro A-SEM (vy3si je lepsi) other bids: 0 points) nabidky: 0 bod)
9lis better) for A-SEM 5|(up to 5 pts) (max. 5 bodi) 600 000 cps
Poradi mezi platnymi nabidkami: 1.
Ranked among valid bids: 1st place [misto=5b., 2. misto=3b., 3.
Speed of full reclassification where faster is Rychlost tplné re-klasifikace (1x1cm granitu, 100 =5 pts, 2nd = 3 pts, 3rd = 1 pt (All  |misto = 1 b. (VSechny ostatni
better (1x1 cm of granitic rock, 100 méfeni pFi 5 um; rychlejsi je lepsi) other bids: 0 points) nabidky: 0 bod)
10|measurements @ 5um) 5|(up to 5 pts) (max. 5 bod) méné nez 15 min
Poradi mezi platnymi nabidkami: 1.
Time to cover 1x1 cm of granitic rock @ Ranked among valid bids: 1st place [misto=6b., 2. misto=4b., 3.
minimum 10um, 1000 cpp, 10 phases (each Doba analyzy plochy 1x1 cm granitické horniny pfi =6 pts, 2nd = 4 pts, 3rd = 2 pts (All |misto = 2 b. (V3echny ostatni
pixel needs to have EDS data = high resolution |min. 10 pm, 1000 cpp, 10 fazi (kazdy pixel musi mit other bids: 0 points) nabidky: 0 bod)
11|mapping) EDS data = mapovani s vysokym rozlisenim) 6|(up to 6 pts) (max. 6 bod() <60 min
# of customizable parameters for particle Pocet uZivatelsky nastavitelnych parametr( pro 210 = 4 pts, 25 = 2 pts 210=4b.,25=2h.
12|filtering filtrovani Castic 4|(up to 4 pts) (max. 4 body) vice nez 100
# of customizable parameters for particle Pocet uZivatelsky nastavitelnych parametrt pro 210 = 4 pts, 25 = 2 pts 210=4b.,25=2h.
13|sorting tridéni castic 4/|(up to 4 pts) (max. 4 body) vice nez 100
# of customizable parameters for particle Pocet uZivatelsky nastavitelnych parametr( pro 210 = 4 pts, 25 = 2 pts 210=4b.,25=2h.
14|categorising kategorizaci ¢astic 4/|(up to 4 pts) (max. 4 body) vice nez 100
<4 hrs=5pts, <8 hrs=3 pts, <12 (<4 hod.=5b., <8 hod. =3 b., <12
Response time to HW/SW issues (lower is hrs =1 pt hod.=1b.
15 |better) Doba odezvy na HW/SW problémy (krat3i je lep3i) 5|(up to 5 pts) (max. 5 bodi) vice nez 12 hodin
<24 hrs =5 pts, <48 hrs = 3 pts, <72 |<24 hod. =5 b., <48 hod. =3 b., <72
Time to start service intervention (lower is hrs =1 pt hod.=1b.
16 |better) Doba do zahdjeni servisniho zasahu (kratsi je lepsi) 5|(up to 5 pts) (max. 5 bod() vice nez 72 hodin

Pokyny pro vyplnéni:
1) Géastnik v nabidce pfedloZi jim nabizené parametry, a to
pokud je to relevantni v jednotkdch pouzivanymi zadavatelem
2) v ptipadé nevyplnéni dil¢ich kritérii, bude uvaZovéna pro
plnéni zakdzky minimalni ¢i maximalni hodnota dle technické
specifikace a pro téely hodnoceni obdrZi u¢astnik v subkritériu 0
bodd

3) parametry dle nabidky U¢astnika je nutné stanovit dle
zadavaci dokumentace, a to zejména dle technické specifikace
4) body budou pridéleny zadavatelem




Yes =5 pts, No = 0 pts

Ano=5b., Ne=0b.

17 [Service point in Czech Republic Servisni stfedisko v Ceské republice 5|(up to 5 pts) (max. 5 bodi) Ano
Prstencovy detektor dodany s dedikovanym
Annular detector prvided with dedicated softwarem pro automatizovanou mineralogii Yes = 3 pts, No = 0 pts Ano=3b., Ne=0b.
18 |automated mineralogy software (yes/no) (ano/ne) 3|(up to 3 pts) (max. 3 body) Ne
Modularity for future upgrades (e.g., cryo) for |Modularita pro budouci vylep3eni (nap¥. kryo) pro Yes = 3 pts, No = 0 pts Ano=3b., Ne=0b.
19(Glovebox System (yes/no) Glovebox systém (ano/ne) 3|(up to 3 pts) (max. 3 body) Ano
26 crystals = 3 pts, 5 crystals = 2 26 krystaltd =3 b., 5 krystali=2b.,
Number of standard crystals included in the Pocet standardnich krystal( zahrnutych v systému pts, <5 crystals = 1 pt <5 krystalti =1 b.
20|WDS WDS 3|(up to 3 pts) (max. 3 body) 5 crystals
Material removal measurement accuracy - +0.05 mm = 3 pts, 0.1 mm = 2 pts, |+0,05mm=3b., +0,1mm=2b.,
delivered with friction sensor for real time PFesnost méfeni Ubéru materialu - dodavéno se +0.2mm=1pt +0,2mm=1b.
21|[friction monitoring senzorem tfeni pro sledovani tieni v redIném case 3|(up to 3 pts) (max. 3 body) 0,1 mm
28 materials = 3 pts, 25 = 2 pts, 23 =28 materiald = 3 b., 25 material( =
1pt 2 b., 23 materidly=1b.
22|Number of coating materials supported Pocet podporovanych pokovovacich materiall 3|(up to 3 pts) (max. 3 body) 7
100

*A-SEM = Fully integrated Automated
Mineralogy SEM Platform

for shared places the relevant number of points
is awarded to all bids on shared rank e.g. if
exactly same parameters are recorded

*A-SEM = PIné integrovana automatizovana
mineralogie

V ptipadé shody na misté je pfislusny pocet bodi
udélen vsem.




